Ciéncia e Tecnologia de Materiais e Sensores (CMS)

. Mestrado - - . N
DISCIPLINAS OBRIGATORIAS (0) M)/ cradi Car'g.a Eduardo Evaldo José Isaias de Luiz Angelo Me?ur{clo Pamc'f)’ R P?ulo Sergio Luiz Viadimir Waldeir NUMERO
réditos | horaria L H Ribeiro Pereira Henrique de N Jesus Trava- " DOCENTES /
ELETIVAS (E) Doutorado {horas) Abramof Corat Oliveira Berni Baldan Barreto Oliveira Rappl Mineiro Airoldi Amaral Vilela DISCIPLINA
)

Ciéncia dos Materiais | (O) M 4 60 X X X 3
Iglcnicas Experimentais em Ciéncia dos Materiais | M 4 60 X X X 3
Cinética Quimica (E) MD 4 60 X 1
Dispositivos de Armazenamento de Energia
Aplicados ao Setor Aercespacial (E) Mo 4 60 X 1
Elementos da Teoria de Erros e Tratamento
Estatistico de Dados (E) Mo 4 60 X 1
Materiais Ceramicos (E) M/D 4 60 X X 2
Fisica e Quimica de Superficies de Sélidos (E) M/D 4 60 X 1
Introducéo a Radiometria (E) M/D 4 60 X 1
Materiais Absorvedores de Radiagdo MD 4 50 X 1
Eletromagnética (E)
Tecnologia de Filmes Finos (E) M/D 4 60 X X 2
NUMERO DE DISCIPLINAS / DOCENTE 1 3 2 1 2 1 1 3 1 1

Ciéncia dos Materiais |
Nivel: Mestrado, Créditos: 4; Carga horaria: 60 horas; Obrigatoria

Ementa: Estruturas atémicas e ligag8es interatdmicas. Estruturas cristalinas e ndo cristalinas dos sélidos. Imperfeic8es em sélidos. Mobilidade atémica e iénica. Nucleacdo e desenvolvimento de microestruturas. Diagramas de equilibrio de fases. Propriedades mecanicas.
Propriedades térmicas. Propriedades elétricas e dielétricas. Propriedades magnéticas. Propriedades opticas.

Bibliografia:

SHACKELFORD, J. F. Introduction to Materials Science for Engineers. Pearson Education, Sth Edition, London, U.K., 2022

CALLISTER Jr., W_D. and RETHWISCH, D. G. Materials Science and Engineering - An Introduction. John Wiley & Sons Inc., 9th Edition, Danvers-MA, USA, 2014
ORING, M. Engineering Materials Science. Academic Press, U.S.A_, 1995

S. M. ALLEN and E. L. THOMAS, The Structure of Materials, Wiley, New York, 1999

KITTEL, C. Intreduction to Solid State Physics. John Willey & Sons, Inc, Wiley India Pvt. Limited, 7th Edition, 2007.

Docentes Responsaveis: Paulo H. O. Rappl; Sergio Luiz Mineiro; Mauricio R. Baldan

Técnicas Experimentais em Ciéncia dos Materiais |

Mivel: Mestrado, Créditos: 4; Carga horaria: 60 horas; Obrigatéria
Ementa: Técnicas de difragéo de raios X. Microscopia eletronica de varredura. Espectroscopia Raman. Espectroscopia de fotoelétrons. Técnicas de espectroscopia dptica. Técnicas para caracterizagéo de propriedades mecanicas.

Bibliografia:

KITTEL, C. Introduction to Solid State Physics. John Willey & Sons, Inc, Wiley India Pvt. Limited, 7th Edition, 2007

ATKINS, P_; DE PAULA, J_; KEELER, J. Physical Chemistry. Oxford University Press, Glasgow, UK, 11th Edition, 2018.

GOLDSTEIN, J.I. et al. Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis. Oxford University Press, Oxford, UK., 3rd Edition, 2003.

CHEESCOE, D. AND; GOODSHEW, J. The Operation of Transmission and Scanning Electron Microscopes. Oxford Science Publications, Royal Microscopical Society, 1990.
CHEN, C. J. Introduction to Scanning Tunneling Microscopy. Oxford University Press, Oxford, UK, 3rd Edition, 2021.

FAIRLEY, N. Casa XPS Manual - Introduction to XPS and AES. Casa Software Ltd, 2009.

MENDES, F. M. T. Introducéo a Técnica de Espectroscopia Fotoeletrénica por Raios X (XPS). Synergia Editora, 2011

CULLITY, D. B; STOCK, S. R. Elements of X-Ray Diffraction. Pearson Education Limited, New Jersey, 3rd Edition, Essex, UK, 2014.

PECHARSKY, V. K; ZAVALIJ, P. Y. Fundamentals of powder diffraction and structural characterization of materials, Springer New York, 2nd Edition, 2009.
BERTIN, E.P. Introduction te X-Ray Spectrometric Analysis. Plenum Press, New York, 1978.

WASEDA, Y., MATSUBARA, E_; SHINODA, K. X-Ray diffraction crystallography: introduction, examples and solved problems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011
JENKINS, R. et al. Quantitative X-Ray Spectrometry. Marcel Dekker, Inc., New York, 1995.

Metals Handbook, 9th Edition, Vol 10, Materials Characterization. American Society for Metals, 2019

FISCHER-CRIPPS, A. C. Nanoindentation. Springer, New York, 2013.

Artigos de periddicos especializados.

Docentes Responsaveis: Eduardo Abramof; Sergio Luiz Mineiro; Evaldo J. Corat

Cinética Quimica

Nivel: Mestrado / Doutorado, Créditos: 4; Carga horaria: 60 horas; Eletiva

Ementa: Ordem e molecularidade. Dependéncia de temperatura. T quimica. Métodos Experi is. Reacéo bimolecular e dinamica de reacéo. Reacd imoleculares e de iagao. Reagd I na superficie de energia potencial. Cinética termoquimica.
Temoquimica e regra de aditividade. Pardmetros de taxa de estimativa. Reacdes 3 bustdo, quimica atmosférica, calculo de equilibrio, modelagem cinética, calculos eletrdnicos de estrutura (Gaussian, Molpro, PSI4 codes), codigos cinéticos (Stanjan, ChemKin, Comsol)
Bibliografia:

PILLING, M. J., SEAKINS, P. W. Reaction Kinetics, Oxford Science Publications, Oxford, UK, 2nd Edition, 1996.

MIMS, C. A., SAVILLE, B. A. Introduction to Chemical Reaction Engineering and Kinetics. John Wiley & Sons, Inc., 1999.

MONCRIEF, J. W. Elements of Physical Chemistry, Addison Wesley Pub. Cempany, 1977

DENBIGH, K. G. The Principles of Chemical Equilibrium: With Applications in Chemistry and Chemical Engineering, Cambridge University Press, 1981.

Docente Responsavel: Patricia R. P. Barreto

Dispositi de A de Energia Aplicados ao Setor A ial

Nivel: Mestrado / Doutorado, Créditos: 4; Carga horaria: 60 horas; Eletiva

Ementa:Dispositivos galvanicos utilizados como armazenadores de energia em EPS (electrical power supply) — Principios basicos de eletroquimica aplicada dispositivos de armazenamento; Definicdo e aplicagdo; Tipos de dispositivos galvanicos; Baterias secundarias; Definigdo;
Desenvolvimento de materiais e desafios; Aplicagd itores; Definicao; Di lvimento de iais e desafios; Aplicactes, Célula a Combustivel; Definicdo; Desenvolvimento de materiais e desafics; Aplicagbes.

Bibliografia

STOLTEN, D.; EMONTS, B. - Fuel Cell Science and Engineering - Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 2012.
GASIK, M. - Materials for fuel cells - Woodhead Publishing Limited and CRC Press, Boca Raton, FL 33487, USA, 2008.
MURPHY, D.W_; BROADHEAD, J.; STEELE, B.C.H. - Materials for Advanced batteries, Plenum Press, 2013

CONWAY, B.E. - Electr ical Supercapacitor; Scientific Fu and Te ical Springer, New York, USA, 1999

Docente Responsavel: Isaias de Oliveira
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Elementos da Teoria de Erros e Tratamento Estatistico de Dados
Nivel: Mestrado / Doutorado, Créditos: 4; Carga horaria: 60 horas; Eletiva

Ementa: Elementos da Teoria de Erros. Grandeza Fisica e

Valor Verdadeiro, Incenezas Tipos de Erros e sua Origem. Populagéo, amostragem dlstnbul(;ao de Frequencta el g ili , Distribuicdo e Tipos de Curvas de Distribuicdo. Valor Médio, Desvio Médio, Varidncia, Desvio Padrédo e Qui-Quadrado (02). Propagacdo de
Erros e C ia LT i de Dados. Método de Maxima \ (i likelih methud) Melodo dos Mlnlmos Quadrados. Ajuste de Fungéo Linear nos Parametros. Regresséo Linear e Polinomial. Avaliagdo da Qualidade de um Ajuste.
Bibliografia:

VUOLQ, J. H. Fundamentos da Teoria de Erros. Edgard Blicher Ltda, Sdo Paulo, 2® Edicao 1996.
HELENE, O. A.M_; VANIN, V_R. Tratamento Estatistico de Dados em Fisica Experimental. Edgard Blucher Ltda, Sao Paulo, 1991
BEVINGTON, P.R_; ROBINSO, D.K. Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences. McGraw-Hill Education, New York, USA, 3rd Edition, 2002.

Docente Responsavel: Waldeir A. Vilela

Materiais Ceramicos

Nivel: Mestrado / Doutorado, Créditos: 4; Carga horaria: 60 horas; Eletiva

Ementa: Importa e bgica. Estruturas cristali Imperfeigdes e: is. Superficies, i e contornos de grdos. Equilibrio de fases. D i de micr em ceramicas. Propriedades de Cerami C itos gerais de p! de
ami 1 sinterizadas.

Bibliografia:

KINGERY, W.D.; BOWEN, H.K.; UHLMANN, D.R. Introduction to Ceramics. John Wiley & sons, New York, USA, 2nd Edition, 1999

CARTER, C.B.; NORTON, M.G. Ceramic i science and i ing. Springer, New York, USA, 2nd Edition, 2013

BARSOUM, M.W_; Fundamentals of ceramics. CRC Press, Boca Raton-FL, USA, 2019

BANSAL, N.P., BOCCACCINI, A.R. Ceramics and Composites Processing Methods, Wiley-American Ceramic Society, 1st Edition, 2012
RAHAMAN, M.N. Ceramic Processing and Slmermg CRC Press, Boca Raton-FL, USA, 2nd Edition, 2017

Artigos lizados de periodicos esp

Docente Responsavel: Sergio Luiz Mineire; Isaias de Oliveira

Fisica e Quimica de Superficies de Solidos

Nivel: Mestrado / Doutorado, Créditos: 4; Carga horaria: 60 horas; Eletiva

Ementa: Imp logica. Estrutura aiomlra na superficie de sélidos e liquidos. Estrutura onica na . Tensdo superficial. Termodinamica de si com um T dina de si i Mobilidade na superficie.
fisica. 4o da it da icie. Interacdes elétron-superficie. Interagdes ion- suparﬁ:le Interagdes fanon-superficie. Superficies internas: interfaces. Tipos de i i de ao de it i diluidas e

multiplas.

Bibliografia:

HUDSON, J. B. Surface Science: An Introduction. John Wiley & Sons, New York, USA, 1998
TURTON, R. J. The Physics of Solids, Oxford University Press, England, 2000.
PRUTTON, M. Introduction to Surface Physics, Oxford University Press, England, 2000
LUTH, H. Surfaces and Interfaces of Solid Materials. Springer-Verlag, Germany, 2013.
SUTTON, A. P.: BALLUFFI, R. W. Interf: in Crystalline ials, Oxford University Press, Oxford, Oxford, UK, 1996.
OHRING, M_; GALL, D ; BAKER, S.P. The Materials Science of Thin Films: Deposition and Structure. Elsevier Science & Technology Books, San Diego-CA, USA, 2015.
ADAMSON, AW.; GAST, A.P. Physical Chemistry of Surfaces. John Wiley & Sons, New York, USA, 1997.
ALLEN, SM_; THOMAS, E L. The Structure of Materials, John Wiley & Sons, New York, USA, 1999,
CALLISTER Jr., W. D. and RETHWISCH, D. G. ials Science and Engi ing - An Introduction. John Wiley & Sons Inc., 9th Edition, Danvers-MA, USA, 2014
Docente Responsavel: Evaldo J. Corat

Introdugao a Radiometria

Nivel: Mestrado / Doutorado, Créditos: 4; Carga horaria: 60 horas; Eletiva

Ementa: | dugio aos itos basicos de radi ia e f ia e suas aplicagdes: espectro el ético, leis da radi ia e f i do da radiacéo el ética em si opticos, propriedades dpticas dos iais, ab des em si opticos,
fontes de radiacdo, detectores de radiagdo e sistemas dpticos utilizados em laboratérios.

Bibliografia:

McCLUNEY, R. - duction to R: y and Pl y. Artech House Publishers, Norwood-MA, USA, 2014

PALMER, J. M.; GRANT, B. G. - The Art of Radlometry SP]E Press, 2010

Docente Responsavel: Luiz Angelo Bemni

Materiais Absorvedores de Radiagdo Eletromagnética

Nivel: Mestrado / Doutorado, Créditos: 4; Carga horaria: 60 horas; Eletiva

Ementa: Estrutura de materiais absorvedores, Circuito equivalente para estruturas de materiais absorvedores, Fundamentos de Smith Chart, Fund: de absorgao de ondas ele &t [o2 izacdo de um Absorvedor, Métodos de andlises de um absorvedor. Estudos
de caso através de artigos.

Bibliografia:

SINGH, H_; DANIEL J, E; RAWAT, HR_; GEORGE, R. Fundamentals of EM Design of Radar Absorbing Structures (RAS) - Springer, Singapore, 2017

DUAN, Y.; GUAN, H. Microwave Absorbing Materials. Pan Stanford Publising, Singapore, 2017

KOTSUKA, Y. Electromagnetic Wave Absorbers: Detailed Theories and Applications. John Wiley & Sons, New York, USA, 2019.

Docente Responsavel: Mauricio R. Baldan

Tecnologia de Filmes Finos

Nivel: Mestrado / Doutorado, Créditos: 4; Carga horaria: 60 horas; Eletiva

Ementa: Importancia cientifi logica. Teoria cinética dos gases. Introdugao a tecnologia de vacuo. Tipos de superficies de substratos. Técnicas de preparagdo e limpeza das superficies dos substratos. Técnicas de crescimento de filmes finos. Mecanismos de nucleacdo e de
crescimento de filmes. Forrnacao de interfaces. Técnicas de Anica, quimica, el imica e dptica de filmes.

Bibliografia

OHRING, M.; GALL, D.; BAKER, S.P. The Materials Science of Thin Films: Deposition and Structure. Elsevier Science & Technology Books, San Diego-CA, USA, 2015.
CALLISTER Jr., W.D.; ETHWISCH, D.G. Materials Science and Engineering - An Introduction. John Wiley & Sons Inc., 9th Edition, Danvers-MA, USA, 2014

PULKER, HK. et al Wear and Corrosion Resistant Coatings by CVD and PVD. Expert Verlag, Suécia, 1989

Handbook of Metals, vol. 10 Bth Edmon 1986

Artigos seleci dep ¢ d

Docente Responsével: Evaldo J. Corat
Vladimir Jesus Trava-Airoldi
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